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I.DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 

En este curso se aborda el conocimiento, las técnicas y métodos para caracterizar 

materia condensada. Al final del curso, el alumno será capaz de elegir el método 

correspondiente para contestar su pregunta científica, saber exactamente qué 

propiedades está midiendo con el método escogido para posteriormente interpretar 

los datos correctamente y conocer los artefactos que se puedan producir. 

 

II.RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

 

1. Conocer y adquirir el dominio de las técnicas y métodos de caracterizar materia 

condensada para una situación real de investigación en materiales. 

2. Conocer los equipos y el manejo y aplicaciones de Microscopía electrónica (SEM) 

y Difracción de Rayos-X. C para análisis en investigación doctoral. 

 

III.CONTENIDOS 

 

1.Métodos de difracción: Rayos X (XRD), electrones (LEED, RHEED). 

2.Métodos de dispersión: Adsorción, transmisión, reflexión 

3.Espectroscopía de fluorescencia. 

4. Espectroscopía Raman. 

5. Espectroscopía electrónica de rayos X (XPS). 

6.Espectroscopía Auger (AES). 

7.Espectroscopía de luz ultravioleta (UPS). 

8.Métodos microscópicos. 

9.Aspectos generales: Combinación de métodos dispersivos con métodos microscópicos, 

región de investigación: bulto, superficie, profundidad de penetración. 

 

IV.ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

 

-Trabajo de laboratorio 

V.ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  

 

-Manejo del equipo durante el trabajo de laboratorio: 30% 

-Trabajo escrito reportando el análisis de diferentes materiales con evaluación del 

análisis: 70% 
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